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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS FIXES UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
DIX-HUITIEME PARTIE: SPECIFICATION INTERMEDIAIRE:
CONDENSATEURS FIXES CHIPSES ELECTROLYTIQUES A L'ALUMINIUM A
ELECTROLYTE SOLIDE ET NON SOLIDE

PREAMBULE

1) Les dé

2) Ces

3) Dans

l1aymesure ol les conditions
Q a yecommandation d¢ la

dang la mesure du possible,

La présente norme a été étabii < ¢ d'Etudes No. 40 de la CEI:
Condensa; i s électroniques.

Le texte

s
<i: le _de ¥ Mois| Rapport de vote

40¢BC)732 40(BC)789

Pour de plus-amples renseignements, consulter le rapport de vote corresppndant
mentionn =

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est
le numéro de spécification dans le Systéme CEI d'assurance de la qualité des
composants électroniques (IECQ).



https://iecnorm.com/api/?name=ee600a90d726216abce7a9ae2c075897

384-18 © IEC:1993 -7-

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 18: SECTIONAL SPECIFICATION:

FIXED ALUMINIUM ELECTROLYTIC CHIP CAPACITORS WITH
SOLID AND NON-SOLID ELECTROLYTE

FOREWORD
1) The formal decisions or agreements of the
prepafed by Technical Committees on which all the National
having a special interest therein are represented, expre as
possible, an international consensus of opinion on the
with
2) They b ion i onal™udse)and\they gre
accep
3) In orq
wish that all National Committees should gdop
recommendation for their national rule ions
will i
corregponding national rules should
indicated in the latter.
This stapdard has been
Capacitoj
The text
Report on Voting
40(C0)789
Further | fed in

the table above.

The QC number that appears on the front cover of this publication is
the specification number in the IEC Quality Assessment System for
Electronic Components (IECQ).
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CONDENSATEURS FIXES UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
DIX-HUITIEME PARTIE: SPECIFICATION INTERMEDIAIRE:
CONDENSATEURS FIXES CHIPSES ELECTROLYTIQUES A L'ALUMINIUM A
ELECTROLYTE SOLIDE ET NON SOLIDE

SECTION UN - GENERALITES

Géneralités

Domaine d‘'application

Cette norme est applicable aux condensateurs fixes chipses 2
1'a1um1n1um a électrolyte solide et non solide. Ces condensateurs sont

pour circuits hybrides ou en surface des cartes imprimée

Objet

L'objet de cette norme est. de prescrire les y& lles

des caractéristiques, de choisir dans la Pub 1ca S 2) de

la CEI, les procédures d'assurance de la qus Ey 2'S W d'essai
et de mesure et de fixer les exigences géné es\(} e type de
condensateur. Les sévérités’d'essai ¢ ig 8s prescrites| dans
les spécifications particulidres do 3 Rniveau égal pu
supér1eur a3 celui de 1la présente : intermédiaire, un niveau

Documents de référence

Publications de la CEI:

Publication 6

Publiciijsf

pour le marquage des résistlances et
ondensateurs.

Séries de valeurs normales pour résistan-
ces et condensateurs.

Modification No. 1 (1967)
Modification No. 2 (1977)

Essais fondamentaux climatiques et de
robustesse mécanique.

Condensateurs fixes utilisés dansg les
équipements électroniques.
Premiére partie: Spécification générlque.
Modification No. 2 (1987)

Modification No. 3 (1989)

Modification No. 4 (1992)

Publication 410 (1973): Plans et régles d'echantillonnage pour
les contrdles par attributs.

Publication QC 001001 (1986): Régles fondamentales du systéme CEI
d'assurance de la qualité des composants
électroniques (IECQ).

Publication QC 001002 (1986): Régles de procédure du Systéme CEI
d'assurance de la qualité des composants
électroniques (IECQ).
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FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 18: SECTIONAL SPECIFICATION:

FIXED ALUMINIUM ELECTROLYTIC CHIP CAPACITORS WITH
SOLID AND NON-SOLID ELECTROLYTE

SECTION ONE - GENERAL

1. General

1.1 Scope

This standard is applicable to fixed aluminium electrolytic chip
capacitors with solid and non-solid electrolyte. These capacitors

hybrid circuits or onto printed boards.

1.2 Object
The object of this standard is to prescribe and cha-
racteristics and to select from IEC Public he
appropriate quality assessment procedu : ed methods
and to give general performance req h i apaci-
tor. Test severities and requirements : ifica-
tions referring to this sectiona ) al or
higher performance leve eveéls are not pernjitted.

1.3 Related documents

IEC Publications:

Publication 62

Public<::>n

g Codes for Resistors and
apdcitors.

Preferred Number Series for Residtors
and Capacitors.

Amendment No. 1 (1967)
Amendment No. 2 (1977)

Basic Environmental Testing Procedures.

H-1 (1982): Fixed Capacitors for Use in Electronic
Equipment.

Part 1: Generic Specification.
Amendment No. 2 (1987)
Amendment No. 3 (1989)
Amendment No. 4 (1992)

Publication 410 (1973): Sampling Plans and Procedures for
for Inspection by Attributes.

Publication QC 001001 (1986): Basic Rules of the IEC Quality Assessment
System for Electronic Components (IECQ).

Publication QC 001002 (1986): Rules of Procedure of the IEC Quality
Assessment System for Electronic
Components (IECQ).
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1.4.3
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Publication de 1'ISO:

Norme ISO 3 (1973) Nombres normaux - Séries de nombres normaux.

Note. -Lorsque les documents ci-dessus sont mentionnés dans un article
de la présente spécification, 1'édition en vigueur doit &tre
utilisée, sauf pour la Publication 68 de la CEI pour laquelle
1'édition indiquée dans la spécification générique doit &tre

utilisée.

Informations 3 donner dans une spécification particulidre

La spécification particuliére est issue de la spécification pa
cadre applicable.

Les spécifications particuliéres ne doivent pas prescrire d'ex

rticuliédre

igences

inférieures a celles de Ia spécification générique, édia
particuliére-cadre. Lorsqu'elles contiennent des e

choisies parmi celles données d

spécification. Q@A
Dessin d'encombrement et\dim

Il doit y avoir une illystration
liter son idengification et
chipses. Les i et leurs

1'interchang

ison avec d'autres conde
rances asociées qui affec

imensions doivent de préféren
lorsque les dimensions originale
ions métriques correspondantes en

donnée n
donnée
doivent

spécifica
qui décriront convenablement le condensateur chipse.

ion particuliére doit donner les informations dimens

Lre ou
sévéres

ification

le par

ar

icifi-
étre
résente

e & faci-
sateurs
ent
spécifi-
e étre
sont
milimétres

la lon-
Xemple

dans un

la
fionnelles

Montage

La spécification particuliére doit donner des informations sur
méthodes de montage 3 employer pour l'utilisation normale. Les
densateurs doivent &tre montés par leurs moyens normaux. La mé
de montage pour les essais et les mesures (si requis) doit étr
forme au paragraphe 4.3 de la présente spécification intermédi

Caractéristiques

Les caractéristiques doivent &tre conformes aux articles appli
de la présente spécification ainsi qu'aux prescriptions suivan

les
con-
thode
e con-
aire.

cables
tes:
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1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

11 -

ISO Publication:

ISO Standard 3 (1973):

Preferred Numbers -~ Series of Preferred Numbers.

Note. -The above references apply to the current editions except for

IEC 68,
clauses of the generic specification shall be used.

Information to be given in a detail specification

Detail specifications shall be derived from the relevant blank
specification.

for which the referenced edition in the applicable test

detail

Detail specifications shall not specify requirements inferior to those
of the generic, sectional or blank detail specification. When more severe

an asterisk.

Note. -The information given in Subclause 1.
presented in tabular form.

the values quoted shall preferably
appropriate clause of this sectiona

acitor as an aid to e
acitor with others.

shall be give
bly be stated %
given in inche

added.

Normall;:t :

Mounting

n thHose given

9 of the

ience, be

cation and
in the

sy recog-

Dimensions and

ation. All dimensions shall prefera-
when the original dimensiqns are

shall be

dth and
f case
their

ring.

1 speci-
ately des-

The detail specification shall give guidance on methods of mounting for
normal use. The capacitors shall be mounted by their normal means. Moun-
ting for test and measurement purposes (when required) shall be in accor-

dance with Subclause 4.3 of this sectional specification.

Ratings and characteristics

The ratings and characteristics shall be in accordance with the relevant

clauses of this specification, together with the following:


https://iecnorm.com/api/?name=ee600a90d726216abce7a9ae2c075897

1.4.3.1

1.4.3.2

1.4.3.3

1.4.4

1.5.1

1.6

1.6.1
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Gamme de capacité nominale

Voir paragraphe 2.2.1.

Note. -Lorsque des produits agrées conformément & la spécification

Caracté

particuliére ont différentes gammes de valeurs, la régle
suivante devrait é&tre ajoutée:

"La gamme des valeurs disponibles dans chaque gamme de tension
est donnée dans la liste des produits qualifiés".

ristiques particuliéres

Des caractéristiques complémentaires peuvent étre données lorsqu'

elles s

soudabi

le composant en vue de son application.

Soudure

les sévéritiés et les exigences applicables

ont considérées nécessaires pour spécifier convenablement

1ité et de résistance 3 la chaleur de

me des
s et

les

rises

dans la liste ci-aprés; l'importance relative de chaque information

est ind
a) pol
la

iquée par son rang dans la liste:

arité des sorties (3 moins qu'elles soient identifiables par
technologie);

b) capacité nominale;

c) tension nominale (la tension continue peut étre indiquée par le
symbole — oy — );

d) tol

érance sur la capacité nominale;
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- 1.4.3.1

1.4.3.2

1.4.3.3

l.4.4

1.5.1

1.6

1.6.1

—13 -

Rated capacitance range

See Subclause 2.2.1.

Note. -When products approved to the detail specification have

different ranges, the following statement should be added:

"The range of values available in each voltage range is
in the qualified products list™".

Particular characteristics

given

Additional characteristics may be listed, when they are considered
necessary to specify adequately the component for design and appli-

cation purposes.

Soldering
The detail specification shall prescribe the te ethods); verities
and requirements applicable for the solderabilf t ‘and\the| resis-

tance soldering heat test.

Marking

the capacitor and on the package.
this sectional specification, sha

C Publication 384-1, with the following det

given in the marking is normally selected from
the relative importance of each item is indica

ing on

.6 of

lication

inations
h

hils:

the
Led

a) polarity of the terminations (unless identified by the
construction);

b) rated capacitance;

c) rated voltage (d.c voltage may be indicated by the symbol
—— or — );

d) tolerance on rated capacitance;
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1.6.

1.6.

1.6.

1.6.

2.1.

2

3

4

5

1

-14 - 384-18 ©
e) modéle (conformément au paragraphe 1.1);

f) année et mois (ou semaine) de fabrication;

g) nom ou marque du fabricant;

h) catégorie climatique;

i) désignation de type du fabricant;

j) référence a la spécification particuliére.

Les condensateurs chipses ne sont généralement pas marqués sur
corps. Si un marquage peut étre appliqué,

CEI:1993

le

il doit é&tre marqué claire-

ment avec le plus possible d'informations considérées comme utiles.

Toute redondance de 1l'information contenue dans le
étre évitée.

Le marquage doit étre lisible et ne doit pas &
lorsqu'il est frotté avec le doigt.

ne puisse y avoir aucun onf

SECTION DEUX - C CTERIST.EQUES, PREFERENTIELLES

Caractéristidg::\bdg;;;;hx'elles
CaractéxlsJ:;hé;tbré;;;;h;;;lles

Les va
préfére

armi les suivantes:

Catégqr es\clima ques préférentielles

h1pses couverts par cette spécification son
-1 de la CEI.

Les’ températures minimale et maximale de catégorie et la durée

rrait

ltéré

iblement
polari-
hement.

qu'il

s spécifications particuliédres doivent de

t classés

limatiques, conformément aux régles générales de la

de

I'essai continu de chaleur humide doivent &tre choisies parmi |

valeurs suivantes:

les

Température minimale de catégorie: -55 °C, -40 °C, -25 °C
et -10 °C.

Température maximale de catégorie: +85 °C, +100 °C et
+125 °C.

Durée de l'essai continu de chaleur humide: 10, 21 et 56 jours.

Les sévérités pour les essais de froid et de chaleur séche sont
respectivement les températures minimale et maximale de catégorie.
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1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.6.5

2.1.1

—15—

e) style (in accordance with Subclause 1.1);
f) year and month (or week) of manufacture;
g) manufacturer's name or trade mark;

h) climatic category;

i) manufacturer's type designation;

j) reference to the detail specification.

Chip capacitors are generally not marked on the body. If some marking
can be applied, they shall be clearly marked with as many as possible

of the above items as is considered useful. Any duplication of

infor-

mation in the marking on the capacitor should be avoi

all the information listed in Subclause
less this is applicable to the method o

Any additional marking shall be so fap
SECTION TWO - PREFﬁ?EER»ﬁzig;EE Q;L CTERISTICS

Preferred ratings and chézzc;:igglghs
Preferred chaS;:;ér' i \\;3

The values

by

with
un-

LO

Lower category temperature: -55 °C, -40 °C, 125 °C
and -10 °C.

Upper category temperature: +85 °C, +100 °C and
+125 °C.

Duration of the damp heat, steady state test: 10, 21 and 56 days.

The severities for the cold and dry heat tests are the lower and upper

category temperatures respectively.


https://iecnorm.com/api/?name=ee600a90d726216abce7a9ae2c075897

-16 — 384-18 © CEI:1993

2.2 Valeurs préférentielles des caractéristiques

2.2.1 Capacité nominale (Cg)

Les valeurs préférentielles de la capacité nominale sont prises parmi
celles de la série E6 de la CEI 63 et leurs multiples décimaux.

2.2.2 Tolérance sur la capacité nominale

Les tolérances préférentielles sur la capacité nominale sont

10 Z et +20 %.

2.2.3 Tension nominale (Uy ou UR)
Les valeurs préférentielles de la tension continue ngmi ises
parmi la série R5 de la norme ISO 3 sont:
1,0 -1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,3 et leurs multiples @
Si d'autre valeurs sont nécessaires, elles & igs de
préférence dans la série RI10.
2.2.4 Tension de catégorie (Uc)
rie de

Pour les condensateurs ayant une tempér
125 °C, les tensions de tégo ont /d ans le tableau |suivant:

< -
(31)2 2,5| & 6,(§%> 25 | 40 | 63
4 AN

i

\4 N
\/

N 2,(;\ 6,3] 10 16 25 40
AN

2.2.5
sion est égale a4 1,15 fois la tension nominale ou
gorie, la valeur obtenue étant arrondie 3 un|volt
aleyr la plus proche.
2.2.6 2 & nominale

Lda valeur de la température nominale est de 85 °C, 100 °C ou 105 °C.
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2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

Preferred values of ratings

Rated capacitance (CR)

Preferred values of rated capacitance are the values from the E6 series

of IEC Publication 63 and their decimal multiples.

Tolerance on rated capacitance

Preferred values of tolerances on rated capacitance are:
+10 Z and +20 %.

Rated voltage (UR)

Preferred values. of rated direct voltages taken from
series of ISO Standard 3 are:

1,0 -1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,3 and their decimal mu

If other values are required they shall prefe
the RI10 series.

Category voltage (Ug)

For capacitors having an upper categor zﬁ;e aturé of 125 °C,
in able

voltages are given in t%izgzi%o
SRNLT

UR | 2,5| 4 6,( o\s\>25 40 | 63

() \

i AN

\\l N
U\/mgz,(; 4\6,'3/10 16 | 25 | 40

L¢ N

N \\\;>
Surge v(o/l\a e\/%
\igifiig e all be 1,15 times the rated or category vol
t9 the ' nearest volt.
mper

om

category

tage
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3.3

3.4

3.4.

1

- 18 - 384-18 © CEI:1993
SECTION TROIS - PROCEDURES D'ASSURANCE DE LA QUALITE

Procédures d'assurance de la qualité

Etape initiale de fabrication

L'étape initiale de fabrication est l'essai de la couche d'oxyde.

Modéles associables

Condensateurs fabriqués avec des procédés et des matériaux sembla-
bles, mais pouvant avoir des dimensions de boitiers et des valeurs
différentes de capacités et de tensions.

Rapports certifiés de lots acceptés

Lorsque des rapports certifiés de lots acceptés sont prescrits dans la
spécification particuliére, les informations sur le dle exligées au
paragraphe 3.5.1 de la Publication 384-1 de la CEI d¢ivent )étre| four-

nies a 1'acheteur sur sa demande. Aprés l'essai ¢ s| para-
métres pour lesquels les informations par variab don-
nées sont la variation de capacité, la tangen rtes et
le courant de fuite.

Homologation

Les procédures pour les essais d'hopolggat jonnées au para-
graphe 3.4 de la Publication 384-

La procédure a utiliser y i ” la base des esslais lot
par lot et des essais péhi 3 snnée /au paragraphe 3.5 de la

présente spécification. L ant un programme sur| un

aux paragraphes 3.4.1 et] 3.4.2

ci-apres.
Homologation égz\}h(;;;:éd illigant un échantillon d'effectlif fixe
Echantillonnage —"

La pro i r un échantillon d'effectif fixe [est
décrite\a 3 4.3 b) de la Publication 384-1 de la CHI.
i présentatif de la gamme des condensatleurs

tion est demandée. Celle-ci peut couvrir
a gamme compléte définie dans la spécificatifon

axXimale, et pour ces tensions la plus petite et la [plus
grande~dimension de boitier. Quand la gamme couvre plus de quatire

dimensiony de boitier, une dimension de boitier intermédiaire doit
é€tre soumise aux essais. Dans chaque combinaison dimension de

boitier/tension, la plus forte valeur de capacité doit étre choisie.
Ainsi pour l'homologation d'une gamme, l'essai de quatre ou six
valeurs est requis. Lorsque la gamme présentée a 1l'homologation com-
prend moins de quatre valeurs, le nombre de condensateurs & soumettre
aux essais est celui requis pour quatre valeurs.

Les spécimens de rechange 2 prévoir sont les suivants:

a) Un par valeur pour remplacer éventuellement l'unité défectueuse
tolérée au Groupe "0O".

b) Un par valeur pour remplacer éventuellement des spécimens défec-
tueux par suite d'incidents non imputables au fabricant.
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3.2

3.3

3.4

3.4.1

SECTION THREE - QUALITY ASSESSMENT PROCEDURES

Quality assessment procedures

Primary Stage of Manufacture

The primary stage of manufacture is the testing of the oxide layer.

Structurally Similar Components

Capacitors considered as being structurally similar are capacitors
produced with similar processes and materials, though they may be of
different case sizes and values.

Certified Records of Released lots

The information required in Subclause 3.5.1 of I
shall be made available when prescribed in the d
when requested by a purchaser. After the end
for which variables information is required
tan § and the leakage current.

Qualification Approval

The procedures for Qualificatio
clause 3.4 of the Generi j

Sub-

he basis
his
is

ocedures

384-1,
ange of

hest
for these voltages the smallest and largest casejsize.
are more than four case sizes an intermediate case gize
shall alsd be tested. In each of these case size/voltage combinations
(values) the highest capacitance shall be chosen. Thus for the |approval

of a range, testing is required of either four or six values. When the
range consists of less than four values, the number of specimens to be
tested shall be that required for four values.

Spare specimens are permitted as follows:

a) One per value which may be used to replace the permitted defective
in Group "O".

b) One per value which may be used as replacements for specimens which
are defective because of incidents not attributable to the
manufacturer.
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Les nombres de spécimens indiqués en Groupe "O" présument que t
groupes sont applicables. Sinon les nombres peuvent étre réduit
conséquence.

384-18 © CEI:1993

ous les
s en

Lorsque des groupes d'essais complémentaires sont introduits dans le
programme des essais d'homologation le nombre de spécimens requis pour
le Groupe "O" doit étre augmenté du nombre requis pour les groupes

complémentaires.

Le tableau I donne le nombre de spécimens a essayer dans chaque
ou sous-groupe, ainsi que le nombre de défectueux admissible po

essais d'homologation.

Essais

groupe
ur les

pour l'homologation de la gamme des condensateurs
méme spécification particulidre. Dans chaque gro
étre effectués dans l'ordre indiqué.

requise
une
doivent

pas

ses autorisé pour chaq
dunités défectueuses autori

Note. -Les
fixe. Le tableau I donne en d

nombre de défectueux admissible

emple pour la méthode d'essai ou pour le
sai, s'il y a un choix a faire dans la spéci

ceYles prescrites dans la spécification particuliére pouy
contréle de la conformité de la qualité.

des conditions d'essai et des exigenczs et

'essais sur échantillon d'effectif fixe sont identiqueq 2

uses ne
e groupe

é.

ensemble le programme des essais

étail
pour
con-
, donne

con-
fication

e

-

r le



https://iecnorm.com/api/?name=ee600a90d726216abce7a9ae2c075897

384-18 © IEC:1993

3.4.2

—-21-—

The numbers given in Group "O" assume that all groups are applicable.

If this is not so the numbers may be reduced accordingly.

When additional groups are introduced into the Qualification Approval
test schedule, the number of specimens required for Group "O" shall be
increased by the same number as that required for the additional

groups.

Table I gives the number of samples to be tested in each group

or sub-

group together with the permissible number of defectives for qualifi-

cation approval tests.

Tests

The complete series of tests specified in Tables I and II are required

The whole sample shall be subjected to the testsg
divided for the other groups.

Specimens found defective during the testgs
used for the other groups.

satisfied ¢t

the specified number of
group and the total numbe
Note.

-Tables the fixed sample size test

és the details for the samp

ot be

he whole

exceed
r sub-

sche-
ling and

con-
con-

o be

the

j0se

rmance
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Plan d'échantillonnage et nombre de défectueux admissible

pour les essais d'homologation, niveau d'assurance E

Nombre de spécimens (n) et d'unités
de défectueuses admissibles (pd)
Groupe Essais Paragraphe| Par Pour quatre va- |Pour six valeurs
no de cette |valeur| leurs (5) ou (5) & essayer
publica- (5) moins & essayer
tion n
4n pd pd 6n pd pd
total total
Examen visuel 4.4
Dimensions 4.4
0 Courant de fuite | 4.5.1
Capacité 4.5.2 30 {120 | 1 ,«& <] 180} 2(2)
Tangente de l'angle 4.5.3 )
de pertes
Impédance (4) 4.5.4 \ \/
Spécimens de rechange 4 16 K\\\ N 2
1A Résistance 3 la 4.6 /\\ \ \/
chaleur de soudage E§;§§
Résistance du compo- 4.20 \\?Z\ 18 | 1
sant aux solvants (4) /\\\\\\\\\\ :> . 2(2)
1B |[Soudabilité 4.7 U
Résistance du marquage 4221 3 18 1
aux solvants (4)
N
2 Robustesse des extré- : *ix\ 12 |1 1 18 | 1 1
mités métallisées N oI\
A\
Montage \\:25
Examen visuel
Courant de i
(1)||capacité 126 || 3
3 Tangen’@;
(3)]||de perte
Impédanc
I ———————————————————————————
! Adhérenc
13.1 || variati 30 [|2(2)
[ t
|| Ssaten 4(3) 6(3)
J—
13.2 || Essat(contipude 4.12 s | 201 30 [|2(2)
! chaleur de
J—
! Caractéristiques 2 4.13
! haute et basse
13.3A] température
' Charge et décharge (4) 4.19 2 1 12 1
 JR——
{13.3B| Tension inverse (4) 4.16 2 1 12 1
P
i3.4 | Endurance 4.15 5 | 20 |1 30 [2(2)
e
13.5 | Stockage 2 haute 4.17 2 8 1 12 1
! température
! Stockage a basse 4.18
! température (4)
! Surtension 4.14

Notes voir page 24
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TABLE I

Sampling plan together with numbers of permissible defectives for

qualification approval tests, Assessment level E

Number of specimens (n) and
number of permissible defectives (pd)
Group Test Subclause Per For four or For six values
No. of this value less values (5) }(5) to be tested
publica- (5) to be tested
tion n
4n | pd pd 6n | pd pd
total total
Visual examination 4.4
Dimensions 4.4
0 Leakage current 4,5.1
Capacitance 4.5.2 30 120 1 P 80-]2(2)
Tangent of loss angle 4.5.3 \
Impedance (4) 4.5.4 \\\\ \\X//
Spare specimens 4 16 1~ N 2
1A | [Resistance to solde- 4.6 2\ 1 Vs | 1
ring heat \R
Component solvent 4.20 ///""\\\\T
esist 4 \\\\
resistance (4) A \\\\‘ >>1 2(2)
1B | |solderability 4.7 \3’ 1 18 | 1
Solvent resistance of N1
the marking (4)
2 Bond strength of the . \\2 1 1 18 | 1 1
end face plating R
Mounting
Visual examinat¥on
Leakage current
(1)} |Capacitance 84 | 2 126 3
3 Tangen
(3)| | Impedance
3____ ! NN SE S DUV
13.1 20 | 1 30 |2(2)
i
i 4(3) 6(3)
——
13.2 20 | 1 30 [2(2)
]
| N
R
! Chdracteristics at 4.13
| high and low tempe-
|3.3A| Tature
' Charge and discharge 4.19 2 8 1 12 1
: (4)
JE—
|3.3B| Reverse voltage (4) 4.16 2 8 1 12 1
J—
13.4 | Endurance 4.15 5 | 201 30 [2(2)
H Storage at high 4.17 8 11 12 {1
13.5 temperature
H Storage at low 4.18
! temperature (4)
H Surge 4.14

For notes see page 25
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(1) Les valeurs mesurées servent de référence pour les essais de
sous-groupes 3.

(2) Il n'est pas autorisé plus d'une unité défectueuse par valeur.

(3) Les piéces trouvées défectueuses aprés montage ne doivent pas étre
prises en compte dans le décompte des défectueux autorisés pour les
essais suivants. Elles doivent étre remplacées par les condensateurs
de rechange.

(4) Si exigé par la spécification particuliére.

(5) Combinaison dimension de boitier/tension, voir paragraphe 3.4.1.

TABLEAU II
Programme d'essais pour 1'homol tio
Notes 1. -Les numéros de paragraphe indiqués pour les e i ces
renvoient & la section quatre de cette spécifi ioné ‘essai
et de mesures. Les numéros de paragraphes oient a
la section quatre de la spécification gén -1 de 1la
CEI.
2. -Dans ce tableau: destructlf Pﬁ\ ?th uctif.
.5 N
Numéro del paragraphe D |Conditi 'egsail mbres de Exigences
et essai ou |(voir not ¢imens (voir ndte 1)
(voir notle 1) ND (n) et
d'unités
défectueuses
admissibles
(pd)
GROUEE 0 Q D Voir
tableau I
4.4  Exgmen visue <: Selon 414.2
Marquagge lisible et
selon 14 spécifica-
tion pafticuliére
4.4 Di Voir la|spécification
(p particuliére
4.5.1 Co Résistance de protec- Selon 4]5.1.2
fuite tion: 1 000 Q
4.5.2 Capacité Fréquence: ... Hz Dans les tolérances
spécifiées
4.5.3 Tangente de Fréquence: ... Hz Selon 4.5.3.2
l'angle de
pertes (tan §)
4.5.4 Impédance (si Fréquence: 100 kHz Voir la spécification
applicable) v particuliére
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(1) The
the
(2) Not

(3) The
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value of these measurements serve as initial measurements for
tests of Sub-groups 3.

more than one defective is permitted from any one value.

capacitors found defective after mounting shall not be taken into

account when calculating the defectives for the following tests.
They shall be replaced by spare capacitors.

(4)
(5)

If required by the detail specification.

For case size/voltage combinations, see Subclause 3.4.1.

Notes 1.

384-1.

Test schedule for Qualification

TABLE II

brackets refer to Section Four of the Gen

Section Four
Subclauge numbers in
IEC Publication

2. +In this table: D = destrgiF1ve,:Tm\ —q§§F ctive
Subclausg number D }ﬁin er of PerformEnce
and Test or cimens requirements
(see Notg 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
defectives
d
[ N (pd)
GROUP 0 Q PND See
Table I
4.4 ViE:al As in 4|.4.2
expmi Legible| marking and
as specjified in the
detail jspecification
4.4 Di See detpil specifi-
(dptai cation
4.5.1 Lepkage Protective resistor: As in 4|.5.1.2
cuExgnt 1 000 Q
4.5.2 Capacitance Frequency: Hz Within specified
tolerance
4.5.3 Tangent of Frequency: ... Hz As in 4.5.3.2
loss angle
(tan §)
4.5.4 Impedance (if Frequency: 100 kHz See detail specifi-
applicable) v cation
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Numéro de paragraphe D {Conditions d'essai Nombres de Exigences

et essai ou }(voir note 1) spécimens (voir note 1)

(voir note 1) ND (n) et

d'unités
défectueuses
admissibles
(pd)
GROUPE 1A D Voir
tableau I

4.6 Résistance 2 Méthode: ...
la chaleur de Durée: s
soudage

Reprise+—24—h+ 2 h
4.6.3 Mgsures finales Examen visuel (:Se n 4.6.3
Capacité <: irfla spécifica-
Tangente de l'angle de ion|particuliére
pertes E§\
PN\

4.20 Re¢sistance du Solvant: Voir la spécification
composant aux Température du \\\\\\\ particyliére
s¢lvants solvant:

($i applicable) Méthode 2 <t>
Reprisgz:.\.\\L v
GROUPE 1B D Voir
Tableau I

4.7 Spudabilité Q

4.7.2 Mesures final{i\wn\ Selon $.7.2

4,21 R'sistané€:>> Marquage lisible
dy marquage \/\\

olvany: .
M el
\\\\ tériau de frottement:
oton hydrophile
\Q::\\ Reprise: ... v
GROUPE \) D Voir
_ Tableau I

4.9 Robustesse des Capacité et —impédance Voir—ta spécification
extrémités mé- (avec la carte imprimée particuliére
tallisées en position pliée)

(si applicable)
(4.35.6) Examen Examen visuel Pas de dommage
final visible et pour les
condensateurs 3 élec-
trolyte non solide
pas de fuite de
v 1'électrolyte

* Cet essai peut &tre effectué sur les condensateurs

chipses montés sur un substrat.
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Subclause number D |jConditions of test Number of Performance
and Test or |(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
defectives
(pd)
GROUP_ 1A D See
Table I
4.6 Resistance to Method:
soldering heat Duration: ... s
Recovery: 24 h + 2 h
4.6.3 Final measure- Visual examination As 10 4.6.3
ments
Capacitance < } See dgtail specifi-
Tangent of loss angle zik\ tion
4.20 Conponent Solvent: ... Se¢’ detdil specifi-
< .
sogvent Solvent temperature: ... :katlon
registance Method 2 \\\\\\\
(iff applicable)
Recovery time:
GROUP 1B D
4.7 Sollderability
4.7.2 Final measure- As in 4]7.2
ment
4.21 Solvent [\\\/ Legible [marking
re istance@
the marking
(iff applicab gi: cotton
wo
\ @wery time: ... v
L
GROUP 2 x j See
Table I _
4.9 Bond strenpth Capacitance and impedan- See detgil specifi-
of |the-end face ce (with board in bent cation
plating (if position)
applicable)
(4.35.6) Final Visual examination No visible damage
inspection and for non-solid
electrolyte capa-
citors no leakage
v of electrolyte

* This test may be carried out on chip capacitors mounted on a substrate.
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* Lorsque différents matériaux du substrat sont utilisés pour les
individuellement, la spécification particuliére doit indiquer quel matériau
du substrat est utilisé dans chaque sous-groupe.
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Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Nombres de Exigences
et essai ou }(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et

d'unités

défectueuses

admissibles

(pd)
GROUPE 3 D Voir
Tableau I

4.3 Montage Matériau de substrat:

-

Examen visuel Pas de dommage visi-
ble et pour les con-
densateurs & 1'élec-

olyte |non solide
pas\de\fluite de
1télectrpolyte

Courant de fuite 1 455.1

Capacité AC de la valeur
mestrée |au 4.5.2

Tangente de l'angle Selon 4.5.3.2

pertes

Impédance (si appli £ 3 la limite

cable initiale

GROUPE 3.|1 D
Tableau I
4.8 Adhérence Pas de dommage
visible
4.10.1 Mesure <
initiale \\\/
4.10 v riation@ \A
rapides de
températur = Telgpérature maxi-
e de catégorie
Cing cycles
ée t] = 30 min
Reprise: 1 h 4 2 h
4.10.3 Mgsures Electrolyte solide:
fqnales Courant de fuite Selon 445.1

Capacité AC < 5 ¢
c =
de la valeur mesurée
au 4.10.1

Tangente de l'angle de Selon 4.5.3.2

pertes

Impédance (si appli- Selon spécification

cable) & particuliére

sous-groupes
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measurement

4.10 Rapid change
oi tempez@
ture

4.10.3 Final
measuremen

[

30 min

Duration t; =
Recovery: 1 h to 2 h

Solid electrolyte:
Leakage current

Subclause number D |Conditions of test Number of Performance
and Test or |(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
defectives
(pd)
GROUP_3 D See
Table I
4.3 Mounting Substrate material: ...*

Visual examination No visible damage and
for non-solid elec-
trolyte capacitors no
leakage,|of electro-

Leakage current 5.1

Capacitance I of wvalue

| in 4.5.2
4 .

Tangent of loss angle As in 4)5.3.2

Impedance (if appli £ initial limit

cable

GROUP 3.1
4.8 Adhesion No visible damage
4.10.1 Initial

As in 4|5.1

Capacitance

Tangent of loss angle
Impedance (if appli-

cable)

v

of value measured in
4.10.1

As in 4.5.3.2
As specified in the

detail specification

* When different substrate materials are used for the individual sub-groups, the detail
specification shall indicate which substrate material is used in each sub-group.
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Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Nombres de Exigences

et essai ou |(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et
d'unités
défectueuses
admissibles

(pd)

Electrolyte non solide: Voir
Tableau I
Examen visuel Pas de dommage
visible et pas de
fuite de 1'électro-
lyte

4.11 Sé[quence
cliimatique

4.11.1 Mejsure Capacité (la valeur
inlitiale mesurée au groupe 3 Eik\

peut étre utilisée)

4.11.2 Chaleur séche Température: température;
maximale de catégorie
Durée: 16 h

del chaleur hu-
milde, essai
DY, ler cycle

4.11.3 Easai cyclique

AL

4.11.4 Froid Température: tempg e
minimale{ de tégarie
urée: 2 Qiii)
4.11.5 Efsai cyclique <
deg chaleur hu-
mide, essai [\\\/
Dh, cycle
regstants @ \A
<:: eprise h to 2 h
4.11.6 Mdsures xamen ¥isuel Pas de dommage
finale visible (et pour les
condensateurs i élec-
trolyte [non solide
pas de fuite de
1'électrolyte
Marquage lisible
Courant de fuite Selon 4/5.1
Capacits AC<—10'% de la va-
C  leur mesurée au
4.11.1 :
Tangente de l'angle L i 1,2 fois la limite
de pertes \ initiale
GROUPE 3.2 , D Voir
Tableau I

4.12 Essai continu
de chaleur hu-
mide

Reprise: 1 h a4 2 h
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Subclause number
and Test
(see Note 1)

or
ND

Conditions of test
(see Note 1)

Number of
specimens

1(n) and

number of

permissible

defectives
(pd)

Performance
requirements
(see Note 1)

Non-solid electrolyte:

Visual examination

See
Table I

No visible damage and
no leakage of
electrolyte

steady state

Recovery: 1 h to 2 h

l

4.11 Climatic
sdquence
4.11.1 Initial Capacitance (the value
mgasurement obtained in Group 3 <
may be used) ' ::§\
4.11.2 Dy heat Temperature: upper
category temperature
Duration: 16 h \\\\\\\
4.11.3 D4mp heat,
cyclic, Test <i>
Dh, first \_/)\//
cycle
4.11.4 Cgld <
4.11 D4mp heat, [\\\/
cyclic, 1@ \A
DB, remain
cycles < cove lhto2h
4.11.6 Final u isual examination No visiple damage
rement and for|non-solid
electrolyte capaci-
tors no| leakage of
electrolyte
Legible|marking
Leakage current As in 4]5.1
Capacitance AC <10/ % of value
C  measured in
4.11.1
Tangent of loss angle £ 1,2 times initial
v limit
GROUP 3.2 D See
Table I
4.12 Damp heat,
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Tangent
ert
danc

(e

v

Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Nombres de Exigences
et essai ou |(voir note 1) spécimens (voir note 1)
{voir note 1) ND (n) et
d'unités
défectueuses
admissibles
(pd)
4.12.1 Mesure Capacité (la valeur Voir
initiale mesurée au groupe 3 Tableau I
peut étre utilisée)
4.12.2 Mesures Examen visuel Pas de dommage
finales visible et pour les
condensateurs 2
ectrolyte non
solide pas de fuite
I"électrolyte
< argquage lisible
Courant de fuite Selon 5.1
Capacité our
o

Electrolyte solide:
{10 % :
Electrolyte non
solide:
{20 %
de la valeur mesurée
au 4.12{1

£ 1,2 fois la limite
initiale
£ 1,2 fois la limite
de la spécification
particuliére

GROUEE 3{3A

4.13 C
qies a hadte
e

oV,

esxasateurs

doivent/ étre mesurés

chaque palier de
teppérature

Condensateurs i
électrolyte solide:
Palier 1: 20 °C
Capacité *

* Si applicable

Voir
Tableau I

Valeur utilisée comme
référence

Impédance (¥ Iz méme
fréquence qu'au pa-
lier 2)

Tangente de 1l'angle
de pertes *

Palier 2: température
minimale de
catégorie

Capacité *

Valeurutilisée comme
référence

AC < 20 % par rapport

C a la valeur
mesurée au
palier 1
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*If applicable

Subclause number D |Conditions of test Number of Performance
and Test or |(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
defectives
(pd)
4.12.1 Initial Capacitance (the value See
measurement obtained in Group 3 may Table I
be used)
4.12.2 Final Visual examination No visible damage
measurements and for non-solid
ectrolyte capaci-
to no|leakage of
(e ectrolyte
< egibleymarking
Leakage current As\in 5.1
Capacitance C r:
C
pSolid electrolyte:
{10 %
Non-solid
electrolyte:
<20 %
of valu¢ measured
in 4.12}1
Tangent \of £ 1,2 times initial
limit
I danc £ 1,2 times limit in
\\\/ the detail specifi-
A~ N \\ <::\\\ v cation
GROUP 3.3A @ QQA v\f See
< Table I
4.13 £ The capacitors shall
i méasured at each
temperature step
i2> Solid electrolyte
capacitors:
Step 1: 20°C
Capacitance* For use|as reference
value
Impedance (at same fre- For use as reference
quency as Step 2) value
Tangent of loss angle*
Step 2: Lower category
temperature
Capacitance* AC < 20 % of value
g C measured in

Step 1
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AR

Courant de fuite

apacité

Tangenté de 1l'angle

pertes *

ndensateurs 3 élec-
trolyte non solide:
Palier 1: 20 °C
Capacité *

Tangente de 1'angle

* Si applicable

A

Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Nombres de Exigences
et essai ou |{(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et
d'unités
défectueuses
admissibles
(pd)
Impédance Voir Par rapport a la
Tableau I valeur du palier 1:
£ 2 fois
Tangente de 1'angle £ 2 fois la limite
de pertes * du 4.5.3.2
Palier 3: température
maximale de (
catégorie q

(avec UR):
s la limite

PA 125 °C (avec Ugp):
la limite

(avec UR):
ois la limite

(avec Ug):
ois la limite

(avec UR):
s la limite

% par rapport
a valeur
urée au
palier 1

5.3.2

Valeur titilisée comme
référen%e

de pertes *
Impédance (3 la méme
fréquence qu'au pa-
lier 2)

Palier 2: température
minimale de
catégorie

Valeur utilisée comme
référence
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Subclause number

apa nec

Tange of\ loss angle*

\;énfso d electrolyte

SV ARG

acitors
St l1: 20 °C
pacitance *

Tangent of loss angle*
Impedance (at same
frequency as Step 2)

RS
.

D {Conditions of test Number of Performance
and Test or |(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND ' (n) and (see Note 1)
number of
permissible
defectives
(pd)
Impedance See Ratio with respect to
Table I value in Step 1:
£ 2 times
Tangent of loss angle* ﬁ 2 times the
limit of 4.5.3.2
Step 3: Upper category
temperature (
Leakage current < £ 25 4C (with UgR):
pes the limit

— ‘n

»5.1

AtV125 {C (with Ug):

{ 8 timgs the limit

of 4.5.

At 105 {C (with UR):

£ 12,5 times the

limit of 4.5.1

At 100 {C (with UR):

£ 12,5 times the

limit of 4.5.1

At 85 °C (with Ug):

£ 10 times the

limit of 4.5.1

AC < 20|% of value

C 7 measured in
Step 1

As in 4{5.3.2

-\$n

For use|as reference
value

For use|as reference
value

* If applicable

Step 2: Lower category
temperature
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Numéro de paragraphe
et essai
(voir note 1)

Conditions d'essai
(voir note 1)

Nombres de
spécimens
(n) et
d'unités
défectueuses
admissibles

(pd)

Exigences
(voir note 1)

Impédance

Voir
Tableau I

Par rapport a la va-
leur du palier 1:

4.19.1 Me

4.19.3 Melsures
fqnales

4.19 Chiarge et <
dé
1 .

UL LN

Palier 3: température
maximale de
catégorie

Courant de fuite

: °C
cycles: 106

Capacité

Examen visuel

charge: 0,5 s
Dutrée de décharge: 0,5 s

L

Tension Rapport
nominale d!'impé-
(V) dance
UK 6,3 <7
303R K 16 <5
\J6c Tr K63 | L4
125 °c: £ 10 fois

la limite du 4.5.1
A 105 °C: £ 8 fois
la limite du 4.5.1
A 100 °Cl: £ 8 fois
la limitle du 4.5.1
A 85 °C:| { 5 fois

la limite du 4.5.1
A 70 °C:| £ 3 fois

la limite du 4.5.1
Voir spéEification
particulliére

Voir spécification
particulliére

Aucun dogmmage visible
et pour |les condensa-
teurs 3 [6lectrolyte

Courant de fuite
Capacité

non solide pas de
fuite de électrolyte
Selon 4.5.1.

AC
A% pour:
C

Electrolyte solide:
<53
Electrolyte non
solide:

S 10 %

de la valeur
mesurée au 4.19.1

* Si applicable
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Subclause number
and Test
(see Note 1)

or
ND

Conditions of test
(see Note 1)

Number of
specimens
(n) and

number of

Performance
requirements
(see Note 1)

permissible
defectives
(pd)
Impedance See Ratio with respect to
Table I the value in Step 1:

4.19 Charge an
discharge
(if required

4.19.1 Ini
mga

4.19.3 Final

mgasuremen

o
G EN

Step 3: Upper category
temperature
Leakage current

pacitance

Visual examination

AL

Rated Ratio
voltage of im-
(V) pedance
Ur i 6,3 i 7
6,3X Ug'K 16 <s
\{< <63 | L4
ANI25 °IC: £ 10 times
the limit of 4.5.1
At 105 9C: £ 8 times
the limit of 4.5.1
At 100 °C: £ 8 times
the limilt of 4.5.1
At 85 °d: < 5 times
the limit of 4.5.1
At 70 °d: £ 3 times
the limit of 4.5.1

See detdil specifica-
tion
See detdil specifica-
tion

No visibhle damage
and for [non-solid
electrolyte capaci-

* If applicable

Leakage current
Capacitance

tors—mo leakage of
electrolyte

As in 4.5.1

AC for:

C

Solid electrolyte:
{5%
Non-solid
electrolyte:
{10 %

of value measured
in 4.19.1
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Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Nombres de Exigences
et essai ou |(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et
d'unités
défectueuses
admissibles
(pd)
GROUPE 3.3B D Voir
Tableau I
4.16 Tension Durée: 125 h & la tem-
inverse (si pérature maximale de
requis) catégorie avec:

a) pour les condensa-

4.16.1 MIsure
itiale

S AR

teurs & électrolyte

solide: une tension
continue de 0,15 Ug
appliquée dans le
sens inverse de
polarité
b) pour les condensa-
teurs 3 électrolyfe

non solide:
appl
sens

suivies

peut étre utilisée)
ourant de fuite

Capacité

O/A

PaN

Selon 4|5.1

AC pourg
C

Electrolyte solide:
<10 %

Tangente de 1'angle
de pertes

Electrolyte non
solide:

Voir spécification
particuliére,

de la valeur mesurée
au 4.16.1

Selon 4.5.3.2
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Subclause number

D |Conditions of test Number of Performance
and Test or |(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND - (n) and (see Note 1)

number of
permissible
defectives
(pd)
GROUP 3.3B D See
Table I
4.16 Reverse Duration: 125 h at
voltage (if upper category tempe-
required) rature with:
a) for solid electrolyte
capacitors: a direct
voltage of 0,15 Uc
in reverse polarity
direction < \\\\\\J/
b) for non-solid elec- E§§\
trolyte capacitors: < \
Voltage: 1 V d.c \\\\\\\\\\\\V/
reverse polarit
direction C)
followed b
upper cate
rature
4.16.1 Initial
measurement [
4.16.3 Flinal <i: As in 4|.5.1
measuremedt
AC for:
C
Solid ellectrolyte:
<10 %
Non-sollid
electrollyte:
See detEil
specification,

Tangent of loss angle

of value measured
in 4.16.1
As in 4.5.3.2
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Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Nombres de Exigences
et essai ou |(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et
d'unités
défectueuses
admissibles
(pd)
GROUPE 3.4 D Voir
Tableau I
4,15 Endurance Durée: 1 000 h
Température d'essai:
Température maximale
de catégorie
Tension appliquée: ... V

4.15.1 Mdsure
initiale

4.15.3 Mdsures
finales

SN AR

Reprise: 1 ha 2 h

Capacité (la valeur
mesurée au groupe 3
peut étre utilisée)

trolyte solide
Examen visuel

Courant /de\fui

Tangente/ de

eﬁ\{igyel

ouwrant de fuite
Capacité

Condensateurs & élec— (¢

AL

N

Pas de dommage
visible
Marquage lisible

Selon 445.1

AC £ 10|% de la valeur
C megurée au 4.15.1
£ 1,2 fqis la limite
du 4.5.3.2

£ 1,2 fgis la limite
de 1la spécification
particuliére

uite de

olyte ou autre

visible
lisible

5.1

apport aux

rs mesurées
15.1:

Aucune
1'élect
dommage
Marquag
Selon 4
AC par
C vale
au 4

Tensio AC (%)
nominale C

Tangente de 1l'angle
de pertes

Impédance

)

Ur <63
6,3< UR <63

+25 a -40
+ 30

£ 1,5 fois la limite
du 4.5.3.2 ou ﬁ 0,4,
la plus grande des
deux valeurs

£ 3 fois la limite de
la spécification

particuliére
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Subclause number D |Conditions of test Number of Performance
and Test or |(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
defectives
(pd)
GROUP 3.4 D See
Table I
4.15 Endurance Duration: 1 000 h

Test temperature:
Upper category
temperature

Applied voltage: ... V

4.15.1 Initial
measurement

4.15.3 F
m

inal
pbasurements

TS

Recovery: 1 h to 2 h

Capacitance (the value
obtained in Group 3
may be used)

Solid electrolyte

capacitors
Visual examination

Leakage
Capacits

§kage current
pacitance

<

NS

No visiple damage
Legible| marking

As in 4(5.1

AC £ 10| % of value

C mepsured in
4.15.1

£ 1,2 tfimes the limit
specifipd in 4.5.3.2
£ 1,2 tfimes the limit
in the fletail speci-
ficatiop

No leakpge of electro-

Tangent of loss angle

Impedance

lyte or| other visible
damage
Legible| marking
As in 4[.5.1
AC compared to va-
C lues measured in
4.165.1:
Rated AC (%)
voltage C
)
Ur £6,3[+25 to -40
6,3< Ug <63 + 30

£ 1,5 times the limit
specified in 4.5.3.2
or £ 0,4, whichever is
the greater

£ 3 times the limit in
the detail specifica-
tion
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apacité

D

Tangente de 1l'angle
de pertes

—42 — 384-18 © CEI:1993
Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Nombres de Exigences
et essai ou |(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et
d'unités
défectueuses
admissibles
(pd)
GROUPE 3.5 ND Voir
tableau I
4.17 Stockage a Température: tempéra-
haute tempé- ture maximale de caté-
rature gorie
Durée: 96 h + 4 h
Reprise: 16 h min
4.17.1 Mgsure Capacité (la valeur (
igitiale mesurée au groupe 3 < \\\\\\J/
peut étre utilisée) 2§§\
4.17.3 Mesures Examen visuel Aucan d¢ommage visible
finales et pour|les condensa-
teurs a|électrolyte
non soljde pas de
fuite de¢ 1'électrolyte
Couran a\fui <i> CondensIteurs 3 élec-
trolyte|solide:
Selon 4}5.1

Condensateurs 3 élec-
trolyte|non solide:

£ 2 foig la limite du
4.5.1

AC pour
(o
Electrolyte solide:
{5% '
Electrolyte non
solide:
<10 %
de la valeur mesurée
au 4.17|1
Electrollyte solide:
Selon 4|5.3.2
Electrolyte non
solide:|

4.18 Stockage a
basse tempé-
rature (seu-
lement pour
les conden-
sateurs &
électrolyte

non solide)*

* Seulement applicable aux

-25 °C et ~10 °C.

Durée: 16 h, ou 4 h
aprés que la stabilité
thermique a été attein-
te (la plus courte des
deux)

Température: -40 °C
Reprise: 1 h a 2 h

< 1,2 fois la limite
du 4.5.3.2

condensateurs de température minimale de catégorie de
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Subclause number D |Conditions of test Number of Performance
and Test or |(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
defectives
(pd)
GROUP 3.5 ND See
Table I
4.17 Storage Temperature: upper
at high category temperature
temperature Duration: 96 h + 4 h
Recovery: 16 h min
4.17.1 Ifditial Capacitance (the value
mgasurement obtained in Group 3 (
may be used) <
4.17.3 Final Visual examination :§§\ o Visilhle damage and
mgasurements for’ non{solid electro-
q plyte capacitors no
\\\\\\\ leakage [of electrolyte
Leakage current \\\\\\\ Solid-electrolyte
<i> capacitors:
\j/ As in 4]5.1
Non-solid electrolyte
capacitors:
£ 2 tim¢s the limit
<: of 4.5.]
[\\\/ apacitanc AC for
C
<i:>, Solid electrolyte:
8 B
< Non-soljd
electroiyte:
{10 %
of valu¢ measured
i2> in 4.17}1
Tangent of loss angle Solid electrolyte:
As in 4({5.3.2
Non-solid
electrolyte:
< 1,2 times the limit
of 4.5.3.2
4.18 Storage at Duration: 16 h, or 4 h
low tempera- after thermal stability
ture (for has been reached (which-
non-solid ever is the shorter)
electrolyte Temperature: -40 °C
capacitors Recovery: 1 h to 2 h
only)*

* Only applicable to capacitors with a lower category temperature of

-25 °C and -10 °C.
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Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Nombres de Exigences
et essal ou |(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et
d'unités
défectueuses
admissibles
(pd)
4.18.1 Mesure Capacité
initiale
4.18.2 Mesures Examen visuel Aucun dommage visible
finales et pas de fuite de
l'électrolyte
rquagé lisible
Courant de fuite Sel 415.1
Capacité AN (% de la
q valeur mesurée
4.18.1
Tangente de l'angle 1 4(5.3.2
de pertes 4 y
4.14 Syrtension Nombre de cycles: 1 400 \\\\\\\
Température: ... °
Tension: 1,15 Uy
4.14.3 Megsures <::>> 2\\A Aucun dommage visible
finales < et pas de fuite de
\\\\ 1'électrolyte
ourant de fuite Selon 4}5.1
pacité AC pour
C
Electrolyte solide:
<10 %
Electrolyte non
solide: |
{15 %

Tangente de 1'angle
de pertes

de la valeur mesurée
au 4.17.3 ou 4.18.2
Selon 4.5.3.2
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Subclause number D |Conditions of test Number of Performance
and Test or }(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
defectives
(pd)
4.18.1 Initial Capacitance
measurement
4.18.2 Final Visual examination No visible damage and
measurements no leakage of elec-
trolyte
LegibYe l[marking
Leakage current s 445.1
Capacitance AClS % of value
< megsured in
E§§\ 218.1
Tangent of loss angle </\iS;;; As in 4)5.3.2
4.14 Syrge Number of cycles: 1,000 \\\\\\\
Temperature: °
Voltage: 1,15 Ug <z>
4.14.3 Final <:;? z\v\ No visible damage and
mg¢asuremen no leakage of elec-
: < trolyte
Leagkage current As in 4(5.1
acitance AC for:
C ,
Solid electrolyte:
{10 %
Non-solid
electrolyte:
<15 %

Tangent of loss angle

-
<}

of value measured in
4.17.3 or 4.18.2
As in 4.5.3.2
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Contr8le de la conformité de la qualité

Formation des lots de contrdle

a) Contrbdle des groupes A et B

Les essais de ces groupes doivent étre effectués lot par lot.

Un fabricant peut regrouper sa production courante en lots de
contrdle sous réserve que les régles suivantes soient respectées:

b)

Publication 384-18-1 de la CEI.

(1 ) Le lot de contrdle doit se composer de condensateurs asso-
ciables (voir paragraphe 3.2).
(2a) L'échantillon soumis aux essais doit contenir des conden-
sateurs de chacune des valeurs et chacune deg
présentées dans le lot de contréle:
~ proportionnellement & leur nomBre
- avec un minimum de cing condensa aleur
(2b) Si 1'application stricte du plan 4 1Yonnage conduit a
moins de cinq condensateurs de s 1l'échantil-
lon, la constitution de l'échanti d'un
accord entre le fabricant e sme~National de Surveil-

Contrdle du groupe C

lance.

effectués périodiquement.

repgésentatifs de la productijn
e

la périigde spécifiée et doivent ét

a gamme homologuée, & chaque périlode, il
moyenne et basse tension ou une [grande,
iteNdimension de boitier. Au cours des périodes
fions ou dimensions de boitiers de la |produc-
nis aux essais afin de couvrir toute 14 gamme.

essais lot par lot et des essais périodiques pgour le
4 conformité de la qualité est donné dans la deuxiéme
ableau IV de la spécification particuliére-cadre, pay exemple

Livraison différée

Lorsque, conformément aux procédures de la Publication 384-1 de 1la
CEI, paragraphe 3.5.2, un nouveau contrdle doit étre effectué, la
capacité et la soudabilité doivent étre vérifiées comme spécifié dans
le contrble des groupes A et B.

Niveaux d'assurance

Le(s) niveau(x) d'assurance donné(s) dans la spécification particu-
liére-cadre doit (doivent) de préférence étre choisi(s) dans les
tableaux III A et III B ci-aprés:
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3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

Quality Conformance Inspection

Formation of inspection lots

a) Groups A and B inspection

These tests shall be carried out on a lot-by-lot basis.

A manufacturer may aggregate the current production into inspection
lots subject to the following safeguards:

(1 ) The inspection lot shall consist of structurally similar
capacitors (see Subclause 3.2).

- in relation to their number;
- with 2 minimum of five of any

(2b) If there are less than five of any one v iple the
basis for the drawing of sample ' e e etwegn the

manufacturer and the National

b) Group C inspection

These tests shall be

Samples shall be representa e~cdrrent production off the
p ded into high, medium and low
. der to cover the range 9f
approvals igh,\ one medium and one low voltage or
case size s all te wbsequent periods other volt3ges or
case sizpd be tested with the aim of covering

the :Eol-
Test sc

-by-lot and periodic tests for Quality|Confor-
given in Section Two, Table IV of the Blank Detail
IEC Publication 384-18-1.

‘- ing to the procedures of IEC Publication 384-1, Subclause
3:5.2, re-inspection has to be made, solderabllity, capacitanc and
_]_ga_k_ag_e current shall be ch

inspection.

Assessment levels

The assessment level(s) given in the blank detail specification shall
preferably be selected from the following Tables III A and III B:
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TABLEAU III A

384-18 © CEI:1993

Sous-groupe D* E F* G*
de
contrblex* NC NQA NC NQA NC NQA NC NQA
% % % %
Al S-4 2,5
A2 II 1,0
Bl S-3 2,5
NC = niveau de contrdle
NQA = niveau de qualité acceptable
TABLEAU III B <f\\\\
AN T\
Sous-groupe D* E ///—\\\\ x M G*
de ) "
contréle*X p n c P | n ﬁ:\\)/;f /\ \ c n c
<\ N \J
Ccl 3 1
C2 3 >§3
C3.1 6 18
C3.2 6 1
C3.3 24 i)l
C3.4 6 1
C3.5A [ 1 .
C3.5B 12 6 1
| AN \/\ NN
\\/7 v
2 périodicité en mois
= effectif de 1'échantillon
nombre admissible de défectueux
Notes relat bleaux III A et III B:

* Les niv1aux d'assurance D, F et G sont a 1l'étude.

** Le contenu des sous-groupes de contrdle est décrit dans la section deux de
la spécification particuliére-cadre applicable.
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TABLE III A
Inspection D% E F* G*
sub-group**
IL AQL IL AQL IL AQL IL AQL
Z % % %
Al S-4 2,5
A2 II 1,0
Bl S-3 2,5
IL = inspection level
AQL = acceptable quality level
TABLE III B
IS
Inspection D% E //\N \/ G*
sub-group¥* \//
P n c P n < j;; f\\\‘{\ c n c
A
Cl 3 <: 1 R\
Cc2 3 t>%2 1
C3.1 6 8 1
C3.2 6
C3.3 2 )1
C3.4 6 5 1
C3.5A [\ 1@:?\ 1 1
C3.5B 1 1
AN \\/\ N

Notes concernihg

* The assrssment levé

IA

\\\\::;\V/
= perjodicity in months
= ple size

permitted number of defectives

and III B:

ls D, F and G are under consideration.

** The content of the Inspection subgroups is described in Section Two of the
relevant blank detail specification.
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SECTION QUATRE - METHODES D'ESSAI ET DE MESURE

Cette section compléte les informations données dans la Publication
384-1 de la CEI, section quatre.

4. Méthodes d'essai et de mesure

4.1 Séchage préliminaire

Si le séchage est prescrit dans la spécification particulidre, les
conditions du paragraphe 4.3 de la Publication 384-1 de la CEI
s'appliquent.

4.2 —Conditions de mesure

Les mesures sur les condensateurs doivent é&tre faj uneshumidité
relative maximale de 25 % & 75 %.

4.3 Montage

Selon Publication 384-1 de la CEI, parag

Selon le paragraphe 4.4 de la P i ion/384-] de la CEI, compte tenu
des modalités suivantes

4.4.1 Examen visuel

'j avec un
ujet

dpérateur dispose de moyens d'éclairement
Pransmission et de moyens de mesurgs

4.4.2
ipses doivent étre examinés pour vérifier que les
1a conception, la technolog1e, les dimensions physiques
| sont conformes aux exigences applicables donnéeg dans
la s»-clfl ation particuliére.
4.5 Essais électriques
4.5.1 Courant de fuite

Selon le paragraphe 4.9 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu
des modalités suivantes:

4.5.1.1 Conditions de mesures

La tension nominale doit é&tre appliquée & travers le condensateur et
sa résistance de protection.

La résistance de protection doit avoir une valeur de 1 000 Q.
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SECTION FOUR - TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES

This section supplements the information given in IEC Publication
384-1, Section Four.

4, Test and measurement procedures

4.1 Preliminary drying

If prescribed in the detail specification, the conditions as given in
IEC Publication 384-1, Subclause 4.3, apply.

4.2 Measuring conditions
Capacitors shall be measured at a relative humidity /£ % to, |75 %
maximum.

4.3 Mount ing

IEC Publication 384-1, Subclause 4.33.

4.4 Visual examination and check of dimensign

Subclause 4.4 of IEC Publication 384-1) with th lowing details:

4.4.1 Visual examination

suitable equipment with
ghting appropriate to thg spe-
equired.

ailable facilities for incidg¢nt or
as well as an appropriate measyring

4.4.2
all be examined to verify that the materials,
ction, physical dimensions and workmanship are in
applicable requirements given in the detail
4.5
4.5.1 Leakage current

Subclause 4.9 of IEC Publication 384-1, with the following details:

4.5.1.1 Measuring conditions

The rated voltage shall be applied across the capacitor and its pro-
tective resistor.
The protective resistor shall have a value of 1 000 Q.
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4.5.1.2

.5.2

4.5.2.1

4.5.2.2

4.5.3

4.5.3.1

4.5.3.2

-52-

Exigences

a) Pour

384-18 ©

CEI:1993

les condensateurs 3 électrolyte non solide, le courant de fuite

34 20 °C £ 2 °C, ne doit pas dépasser 0,025 CU pA/uFxV ou 1 pA, la
plus grande des deux valeurs.

b) Pour les condensateurs a électrolyté solide, le courant de fuite
4 20 °C + 2 °C ne doit pas dépasser 0,15 CU pA/uFxV.

Capacité

Selon le paragraphe 4.7 de la Publcation 384-1 de la CEI, compte tenu

des modalités suivantes:

Conditions de mesure

doit pas dépasser 0,5 V (valeur efficace en couw

Une tension continue de polarisation comprige
peut étre appliquée pendant la mesure.

La précision de la mesure doit étre te
+2 % de la limite spécifiée donnée,
variation de la capacité.
Note. -L'utilisation de

Exigence

La valeur de la capacité\ do orke
compte tenu dw‘s\e};
Tangente dePl}an le dé per: 3
Selon a

des modalités

Condition

1 °

limites suivantes:

TABLEAU V

comme spécifié dans la spécification particuliére.

it re effectuée dans les conditions du paragraphe
e la mesure doit étre telle que l'erreur ne dépasse pas

] Yerteur

Hz,

léngateur ne

5V

1 e dépagse pas
aleur\absolue, soi

t en

ive.

4.5.2.

ser les

Condensateurs a
électrolyte solide

Tension nominale

Condensateurs a électrolyte
non solide

0,2

0,18
0,18
0,16

N
"o H
<< g
AAA
S
|AIAILALA
NN =
wum o
SR SR SIS

(ool oNol

Y

-
N WO~
wn n
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4.5.1.2

4.5.2

4.5.2.1

4.5.2.2

4.5.3

4.5.3.1

4.5.3.2

Requirements

a) For non-solid electrolyte chip capacitors, the leakage current at
20 °C + 2 °C shall not exceed 0,025 CU uA/uFxV or 1 uA, whichever

is the greater.

b) For solid electrolyte chip capacitors, the leakage current at

20 °C + 2 °C shall not exceed 0,15 CU pA/uFxV,

Capacitance

Subclause 4.7 of IEC Publication 384-1, with the following details:

Measuring conditions

The capacitance shall be measured at a frequency of 20 Hz,
as specified in the detail specification. The peak~gltern voltage
actually applied across the capacitor terminatiop xceed
0,5V a.c. r.m.s.
A d.c. bias voltage of 2,1 V to 2,5 V may be app P measu-
rement.
The inaccuracy of the measuring ins P %2 of
the specified limit, whether this is gi asan absolute value or as
a change of capacitance.
Note. -Measurement wit
Requirement
hto ac-
pils:

211 be made under the conditions of Subclausg 4.5.2.

he measuring equipment shall not exceed 0,0 abso-
a) The tangent of loss angle (at 20 °C) shall not exceed the fpllowing

limits:
TABLE V
Rated voltage Solid electrolyte Non-solid electrolyte
Ur £ 4V 0,2 0,7

4v<ug <10V 0,18 0,5
1o v<ug <25V 0,18 0,35
25 V<Ug £ 63V 0,16 0,25
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b) Pour les condensateurs avec un electrolyte non solide, la résistance
série équivalente ESR peut é&tre spécifiée dans la spécification parti-
culiére a la place de la tangente de l'angle de pertes (tan §), en
tenant compte des limites de tan § données dans le tableau V.

La relation entre les valeurs maximum d'ESR et tan § est:

tan 8p,¢

ES P ———
Rnax 2ME = Coan

ol Cpax est la capacité & la limite supérieure de tolérance
spécifiée, et £ est la fréquence de la tension de mesure.

4.5.4 Impédance (si applicable)

des modalités suivantes:

4.5.4.1 Conditions de mesure

La température ambiante doit étre de 20 °C
La tension alternative de créte de la tensioc e it pas

La fréquence de mesure de la tension de-me 2 AN ) kHz.

ifiée

ou 0,1 Q, la plus grande des deux

4.5.4.2 Exigence

de la spécification

des migzii
4.6.1 Conditi

la CEI,

4.6.2 par

4.6.3

Aprés la reprise, les condensateurs chipses doivent étre examinés
visuellement. Ils doivent &tre mesurés et doivent étre conformes aux
exigences suivantes:

Dans des conditions normales d'éclairage et avec un grossissement de

10 environ, il ne doit pas y avoir de signe de détérioration tel que
fissure. Il ne doit pas y avoir de dissolution des extrémités métal-
lisées (démouillage) sur plus de 25 % de la longueur de l'aréte concer-
née.
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